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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN ISO 9220 (03 8187) z ledna 1997.

Néarodni predmluva

Zmény proti predchozi normé

Hlavni zmény jsou uvedeny v predmluvé mezinarodni normy.

Souvisici CSN

CSN EN ISO 1463:2021 (03 8189) Kovové a oxidové povlaky - Méreni tloustky povlaku -
Mikroskopicka metoda

CSN EN ISO 2064:2000 (03 8155) Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody tykajici se
méreni tloustky

CSN ISO 5725-1:2018 (01 0251) Presnost (pravdivost a preciznost) metod a vysledki méreni - Cast 1:

Obecné zasady a definice

CSN ISO 13528:2017 (01 0248) Statistické metody pouZivané pii zkouseni zptisobilosti
mezilaboratornim porov-



navanim

Upozornéni na narodni poznamky

Do této normy byly k clanku 6.6 a kapitole B.1 doplnény narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: SVUOM s.r.o., ICO 25794787, RNDr. Pavel Dusek, CSc.
Technicka normalizacni komise: TNK 32 Ochrana proti korozi
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normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sh.,
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Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2022-02-19.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyzadéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv clena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,



Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 9220:2022) vypracovala technicka komise ISO/TC 107 Kovové a jiné
anorganické povlaky ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické
povlaky vcetné ochrany proti korozi a koroznich zkousek kovil a slitin, jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do srpna 2022 udélit status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2022.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9220:1994.

Jakdkoliv zpétna vazba a otdzky tykajici se tohoto dokumentu maji byt adresovany narodnimu
normaliza¢nimu orgénu uzivatele. Uplny seznam téchto organu lze nalézt na webovych strankach
CEN.

Podle vnitinich predpisut CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni
Makedonie, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznameni o schvaleni

Text ISO 9220:2022 byl schvalen CEN jako EN ISO 9220:2022 bez jakychkoliv modifikaci.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normaliza¢nich organt
(¢lent1 ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovévaji technické komise I1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Préce se zucastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve
vSech zdlezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urc¢ené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potfebnym pro ruzné druhy dokumenti ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu

s redak¢nimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.
Podrobnosti o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v Gvodu a/nebo v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz
WWW.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamena schvéleni.

Vysvétleni nezavazného charakteru technickych norem, vyznamu specifickych termint a vyrazi ISO,
které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové
obchodni organizace (WTO) tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technicka komise ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky, ve
spolupraci s technickou komisi Evropského vyboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 262 Kovové a jiné
anorganické povlaky vcetné ochrany proti korozi a koroznich zkousek kovtl a slitin na zakladé
Dohody o technické spolupraci mezi ISO a CEN (Videnska dohoda).

Toto druhé vydéni zrusSuje a nahrazuje prvni vydani (ISO 9220:1988), které bylo technicky
revidovano.

Hlavni zmény proti predchozimu vydani jsou nasledujici:
- do ¢lanku 5.2, 8.2 a 8.3 byly pridany dvé dalsi kalibra¢ni metody;

- byl vypustén technicky zastaraly obsah tykajici se nestability rastrovaciho elektronového
mikroskopu a analogovych fotografii nebo tykajici se provozu rastrovaciho elektronového mikroskopu
[odstranény drivéjsi clanky 6.11, 6.12, 6.13, 8.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, A.2.3, A.3.2,A.3.3,A.3.4aA.3.7,
revidovan bod e) v kapitole 12];

- jsou diskutovany vlivy parametra zobrazeni na nejistotu méreni (novy ¢lanek 6.11);

- byla revidovana kapitola 10 a byla pridana priloha B s idaji o preciznosti ziskanymi
z mezilaboratornich zkousek;

- byla revidovana priloha A pro jeji harmonizaci s ISO 1463:2021;


http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html

- byla pridana bibliografie s informativnimi odkazy.

Jakakoliv zpétna vazba nebo otdzky tykajici se tohoto dokumentu maji byt adresovany narodnimu
normaliza¢nimu orgénu uzivatele. Uplny seznam téchto orgéni lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.
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1 Predmet normy

Tento dokument specifikuje destruktivni metodu méreni mistni tloustky kovovych a jinych
anorganickych povlaki na vybrusu rastrovacim elektronovym mikroskopem (SEM - scanning electron
microscope). Tato metoda je pouZi-

telna pro povlaky o tloustce do nékolika milimetra, pro takové povlaky o velké tloustce je vSak

vvvvvv

nejistoté méreni (viz kapitola 10).

POZNAMKA Tuto metodu lze pouZit i pro organické povlaky, jestliZe pti pfipravé vybrusu ani
pusobenim elektronového paprsku pri zobrazeni nedojde k jejich poskozeni.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



